FiSICA ANALITICA

Responsable del Curso: Dr. louri Koudriavtsev, Profesor Titular de la SEES

Objetivo del curso:

Introduccidn en la teoria de la interaccion de radiacion (electrones y iones) con sélido. Fundamentos
fisicos y métodos de espectroscopia de iones y electrones. Uso de métodos modernos para el
analisis fisicoquimico de la superficie. Andlisis de fallas en industria de semiconductores.

Introduccion a la teoria de la confiabilidad.

Descripcidon del Curso:

Categoria del Curso: Optativo

Nivel del Curso: Maestria, Doctorado.
Duracién del curso: 62 horas

TEMARIO DEL CURSO

1. INTRODUCCION (12)

1.1 Aplicaciones de haz de electrones y de iones para analisis de superficies (2).

1.2 Sistemas con alto vacio: generacidn de vacio, medicién de vacio, materiales especiales (3),
1.3 Sistemas y componentes de dptica electrdnica (idnica) (3).

1.4 Practica: sistemas de alto y ultra alto vacio, RGA, detector de fugas (4).
Micro proyecto: sistemas de vacio (con calificacién).

2. DESCRIPCION FiSICA DE LA INTERACCION ION-SOLIDO (14)

2.1 Teoria de colisiones atémicas. Pulverizacidn catddica (ion sputtering) (3)

2.2 Implantacidon de iones. Implantacién de iones de inmersién de plasma (3)
2.3 Preparaciéon de semiconductores nanoestructurados por haz de iones (3)
2.4 Haz de iones enfocado (FIB): teoria y aplicaciones (2)

2.5 Practica: el depdsito peliculas delgadas por has de iones y por magnetrén (3).

3. APLICACION DE HAZ DE IONES EN ANALISIS DE MATERIALES (8)

3.1 Espectrometria de lones Dispersados, (ISS) (2)

3.2 Espectroscopia Rutherford o de lones Retro dispersados (RBS), método PIXE (3)

3.3 Espectrometria de Masas de lones Secundarios, (SIMS). Espectrometria de Masas de Atomos

Neutros Secundarios, (SNMS) (3)



4. APLICACION DE HAZ DE ELECTRONES EN ANALISIS DE MATERIALES (16)

4.1 Teoria de interaccidn de electrones con estado sdlido (4)

4.2 Difraccion de electrones de baja energia y alta energia, (LEED, HEED) (2)

4.3 Microscopio electrénico por efecto de campo y de barrido (SEM). Zonda Atdmica (Atom
probe). Microscopio electrdnico de transmision, (TEM) (3)

4.4 Espectroscopia de Electrones Auger, (AES, SAM) (2)

4.5 Microanalisis Electrén - Fotén, (EPMA) (2)

4.6 Espectroscopia Electrdnica para Analisis Quimico, (ESCA, XPS) (3)
5. FLUORESCENCIA DE RAYOS-X, TR XRF (2).

Micro proyecto: métodos de caracterizacion de estructuras (dispositivos) semiconductores (con

Calificacion).

6. ANALISIS DE FALLAS: TEORIA, METODOLOGIA (10).
6.1 Teoria de andlisis de fallas. Técnicas de preparacién de las muestras. Métodos de analisis de
fallas (6);

6.2 Estadistica de fallas. Confiabilidad de dispositivos microelectrénicas (4).

EXAMEN FINAL
Boleto con dos temas del curso.

Calificacion final incluye la calificaciéon de examen y las calificaciones de dos micro proyectos.
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